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特  長  ～ Feature ～

分析事例   ～ Analytical examples ～

Foreign Material Analysis and Failure Analysis by XRF

食品、医薬品、その他工業製品の品質管理において、製造工程で発生した
異物の原因調査、製品の不良解析、顧客からのクレーム対応に有効です。

母材に付着した異物を取出さずに異物部とその
周辺部をピンポイント測定することで、異物由来の
元素を簡便に同定できます。

母材（チタン板材)の変色部周辺を元素マッピングする
ことで、変色部からFeやClの偏在が確認され、鉄粉の
付着や塩素による腐食の可能性が示唆されました。

It is a great role for investigation of origin of foreign materials on the production process, 
failure analysis for products and complaint response of customer in quality control of food, 
pharmaceutical and other industrial products.

垂直Ｘ線照射 X-ray irradiation from the vertical direction
垂直照射X線システムを用いることにより、
凹凸形状のある母材に付着した異物を取出すことなくピンポイント測定できます。

付着した異物のピンポイント測定
Specify a foreign substance on the base
material at a pinpoint

変色部周辺のマッピング測定
Mapping measurement around discolored parts
of base material surface

簡単操作 Easy operation
測定、データ保存、レポート作成等の一連の操作が誰でも簡単に行えます。

各種測定機能(EA6000VX) Various measurement functions (EA6000VX)
微小ビーム測定、マッピング測定等の各種機能が異物分析、不良解析をサポートします。

蛍光Ｘ線分析による異物分析・不良解析
EA6000VX / EA1000VX


